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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES -

METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-23: Examens et mesures —

Position de la fibre par rapport a l'extremite de I'embDb

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation xnondia nposée
de Yensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n a bjet de
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions™de no n\-u les domaines de
I'éldctricité et de Ielectromque A cet effet, la CEI, entre autge i publie % es NgTmes internatonales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux tray B par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales on gouvernementgles, en
liaiqon avec la CEIl, participent également aux travagx) 2 Iabo e étroitement avec IOrga1|sation
Intgrnationale de Normalisation (1SO), selon d il X8 5.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CE mesure
du possible un accord international sur les syj Pressés
sonf représentés dans chaque comité d’'étude

3) Les| documents produits se présentent sous la publiés
conjme normes, rapports techuigues ou guid

4) Darls le but d'encourager I'¢ ipuer de
faggn transparente, da normes
natijonales et régionalep gionale
corfespondante doit étr

5) La CEIl n’a fixé sabilité
n’egt pas engagée

6) L’atfention est attirg nt faire
I'objet de droits de e pour
responsable de n

La Narme i {ernatiQpale ositifs

d'intencor cemposants pa55|fs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:

Fibred

e est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86B/1056/FDIS 86B/1083/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’information.

La CEIl 61300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général de Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures:

Partie
Partie
Partie

1: Généralités et guide
2: Essais
3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-23: Examination and measurements —
Fibre position relative to ferrule endface

FOREWORD

1) Thel IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organ fprising
all pational electrotechnical committees (IEC National Committees). e is to gromote

intefnational co-operation on all questions concerning standardization.j Bl a electronic figlds. To
this| end and in addition to other activities, the IEC publishe e i / Their preparftion is
entjusted to technical committees; any IEC National Co t S th may
parficipate in this preparatory work. International, ehtal organizations (liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IE 8 ate i hization
for | Standardization (ISO) in accordanceAwi agreement between the two
org@nizations.

2) The ible, an
inte) bntation
from all interested National Committees.

3) The documents produced hav ions i i in the form
of standards, technical repgrfs Or guidesa i i i

4) In grder to promote int hational
Stapdards transparentl s. Any
divergence between the clearly
indifated in the |

5) The IEC provide for any
equipment declare

6) Attd subject
of p

Intern optic

interc htics.

The te

FDIS Report on voting
86B/1056/EDIS 86B/1083/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests
Part 3: Examination and measurements
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-23: Examens et mesures —
Position de la fibre par rapport a I'extrémité de I'embout

1 Généralités

1.1 omaine d'application et objet

position de la fibre par rapport a une extrémité d'embout polie de
qui correspond a un enfoncement ou a une protubérance de la fibre.

1.2 escription générale

sphérique virtuelle placée sur I'extrémité de I'embouyt phérique. On con
i ge par rapport a I'g

gue la zone circulaire de l'extrémité
I'embaout, est sphérique, bien qu'en prg

Surface de I'extrémité
de la fibre

‘embout polie de maniére
sphérique

Adhésif
IEC 502/98
Figure 1a - Enfoncement de la fibre + w

.

rer la

ppsition

erique
urface
sidere
xe de

IEC 503/98
Figure 1b - Protubérance de la fibre — -w

Figure 1 — Enfoncement et protubérance de la fibre d'une extrémité d'embout
polie de maniére sphérique
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-23: Examination and measurements —
Fibre position relative to ferrule endface

eneral

11

The p
relativ
protru

1.2

The f
avera
spher
which
asphe

Scope and object

Lirpose of the procedure described this part of IEC 61300 is to me
e to the ferrule endface of a spherically polished ferrule, that i§ a §
sion.

General description

Spherically polished
ferrule endface

Adhesive

IEC 502/98
Figure Aa - Fibre undercut + w

-w

.

Dsition
n fibre

to the
dface,
often

IEC 503/98
Figure 1b - Fibre protrusion  -w

Figure 1 — Fibre undercut and protrusion of spherically polished ferrule endface
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Trois méthodes pour mesurer I'enfoncement ou la protubérance de la fibre sont décrites dans
la présente norme:

a) méthode l:analyse de la surface de I'extrémité avec un analyseur de surface deux
dimensions;
b) méthode 2: analyse de la surface de I'extrémité avec un analyseur de surface trois
dimensions de type interférométrique;
c) méthode 3:analyse de la surface de I'extrémité avec un analyseur de surface deux
dimensions de type interférométrique.

La méthode 1 est la méthode de référence.

2 Appareillage

2.1 |Méthode 1 — Analyse de surface deux dimensions

L’appc
de pogi

211

Le po

2.1.2

Le por

porte-
I'extré

Po

te-gm

t

Analyseur de surface deux dimensions

platine

ign fixe

ent du

I 7 Profilomeétre

Capteur
Extrémité de I'embout

o

Embout

17,

Unité de traitement
des données de profil

Moniteur

4

Platine de positionnement

Figure 2 — Appareillage pour analyse de surface deux dimensions

IEC 504/98


https://iecnorm.com/api/?name=9639f87ea695a1a1c35ec5ac442c032b

61300-3-23 © |IEC:1998 -9-

Three methods are described in this standard for measuring the fibre undercut or protrusion:

a) method 1. analyzing the endface with a two-dimensional surface analyzer;

b) method 2: analyzing the endface with a three-dimensional interferometry type surface

an

alyzer;

c) method 3: analyzing the endface with a two-dimensional interferometry type surface

an

alyzer.

Method 1 is the reference method.

2 A

2.1

The a
two-di

2.1.1
The fe
positig
2.1.2
The fé

to the
endfa

Dparatus

Method 1 — Two-dimensional surface analysis

pparatus shown in figure 2 consists of a suitable ferrule h¢
mensional surface analyzer.

Ferrule holder

rrule holder is a suitable device to hold the fer
n in the case of an angled ferrule type.

Positioning stage

rrule holder is fixed to the positipning-stage
appropriate position AJThe stage haI ehQ
ce with a precision &f S\

Two-dimensional surface analyzer

and a

le in/a fixed vertiedl position, or in & tilted

hall enable the holder to be moved
rigidity so as to measure the ferrule

[ Z Profilometer

Ferrule endface

T~
predle holde x : Ferrule
|

|
\> ! Profile data

processing unit

Monitor

/!

Positioning stage

Figure 2 — Apparatus for two-dimensional surface analysis

IEC 504/98
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2.1.3 Analyseur de surface deux dimensions

L'analyseur de surface deux dimensions doit permettre de mesurer le profil de I'extrémité de
I'embout avec une précision supérieure a £10 nm. L'analyseur doit comprendre un profilométre,
une unité de traitement des données de profil et un moniteur.

Le profilometre doit étre équipé d'un capteur de type a coin monté de telle maniére que le
mouvement du tracé soit perpendiculaire a I'axe de I'embout.

L'unité de traitement des données de profil doit permettre le traitement des données de profil
de manlere a mesurer Ienfoncement ou Ia protuberance de la flbre Iunlte calcule un cercle
idéal ptacé—s ' ' =

calculp
donné

es du cercle idéal.

Le mgniteur doit afficher les profils mesurés et calculés.

2.2

plating Enté a

la figu

2.2.1

Le po ign fixe

2.2.2

Le pof bnt du
porte-

I'extré

2.2.3

L‘analyseur mter ero dimensions doit permettre de mesurer la surfape de

I'extré e précision supérieure a £10 nm. L'analyseur doit comptendre
un eng ité de traitement des données de surface et un moniteur|.

L'ensemt ; Ope doit comprendre un microscope interférentiel, un régulateur (et un
dispogitif a bs infage. Le microscope interférentiel équipé d'un objectif est monté de

mani¢ ouyement soit paralléle a I'axe de I'embout. Le régulateur déplace I'dbjectif
verticalement. Le dispositif a balayage d'image convertit les signaux d'image d'interférence en
donn%ies de position.

L'unité de traitement des données de surface doit permettre le traitement des données de
position de maniére a mesurer I'enfoncement ou la protubérance de la fibre: I'unité calcule une
surface sphérique idéale placée sur I'extrémité de I'embout sphérique a partir des données de
surface mesurées et calcule des données de surface converties a partir des données de
surface mesurées en extrayant les données de surface sphérique idéale. L'unité est également
en mesure de corriger les données de surface en tenant compte de la différence des indices
de réfraction et des coefficients d'absorption de la fibre et de I'embout.

Le moniteur doit afficher les profils de surface trois dimensions mesurés et calculés.
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2.1.3 Two-dimensional surface analyzer

The two-dimensional surface analyzer shall have an ability to measure the profile of the ferrule
endface with an accuracy better than £10 nm. The analyzer shall consist of a profilometer, a
profile data processing unit and a monitor.

The profilometer shall be equipped with a wedge type probe arranged so that the motion of the
trace is perpendicular to the ferrule axis.

The profile data processing unit shall be able to process the profile data so as to measure the
fibl’e e v, POt .: A€ -‘ carcthHate -‘:‘- etrete i e v, A€ C“‘- errule
endfage from the measured profile data and calculates converted data /1
profild data by extracting the ideal circle data.

dsured

The monitor shall display the measured and calculated profiles.

2.2 Method 2 — Three-dimensional surface analysis by interfers

The apparatus shown in figure 3 consists of a suitable fe € S and a
three-dimensional interferometry analyzer.

2.2.1 | Ferrule holder

The fd
positiq

L tilted

2.2.2 | Positioning stage

The ferrule holder is fixed : ich shall enable the holder to be moved
to the|appropriate posjtiqn. \ nough rigidity so as to measure the ferrule
endfage with a precisig

2.2.3 | Three-dim

ace of
t of a

The three-dimeng
the fdg
micro

The image
scannger. > nce’microscope equipped with an objective is arranged so that its fotion
is parallel to of the ferrule. The actuator transports the objective vertically. The jmage

scanner conyerts interference image signals into position data.

The sUOTTace data processing unit shall be able 10 process the position daia so as 10 measure
the fibre undercut or protrusion: the unit calculates an ideal spherical surface fitted to the
spherical ferrule endface from the measured surface data and calculates converted surface
data from the measured surface data by extracting the ideal spherical surface data. The unit
also has an ability to correct the surface data taking into account the difference in refractive
indices and absorption coefficients of the fibre and the ferrule.

The monitor shall display the measured and calculated three-dimensional surface profiles.
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Analyseur interférométrique trois dimensions

Ensemble du
microscope

Microscope
interférentiel

Unité de traitement des
données de surface

Réqulateur

Objectif

\/ Extrémité de 'embout
.—I—.
Porte-embout / Embout

NN
~ ®\>

A rf\\\%

IEC 505/p8
Figure ’ illag analyse de surface trois dimensions par systeme interférométrique
2.3 QS de surface deux dimensions par systéme interférométrique

L'appareillage-Rgcessaire pour cette méthode, qui comprend un porte-embout adapte, une

plating de positionmepient et un analyseur interférométrique deux dimensions, est représgnté a
la figure/4.

2.3.1 Porte-embout

Le porte-embout est un dispositif adapté servant a maintenir I'embout dans une position fixe
verticale ou, dans le cas d'un type d'embout avec angle, dans une position inclinée.

2.3.2 Platine de positionnement

Le porte-embout est fixé a la platine de positionnement, qui doit permettre le déplacement du
porte-embout a la position appropriée. La platine doit étre d'une rigidité suffisante pour que
I'extrémité de I'embout soit mesurée avec une précision de quelques nanometres.
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Three-dimensional interferometry analyzer

Microscope unit

Interference
microscope
Surface data
processing unit
Actuator
Objective

\ / .
\ / Ferrule endface MoKjto

Ferrule holder /T\< Ferrule %w
|
\>

IEC 50598

2.3 gnsional surface analysis by interferometry system
The a own\{n figure 4 consists of a suitable ferrule holder, a positioning stage,|and a
two-dimensignal i ferometry analyzer.

2.3.1 Fere-holder

The ferrule holder is a suitable device to hold the ferrule in a fixed vertical position, or in a tilted
position in the case of an angled ferrule type.

2.3.2 Positioning stage

The ferrule holder is fixed to the positioning stage, which shall enable the holder to be moved
to the appropriate position. The stage shall have enough rigidity so as to measure the ferrule
endface with a precision of some nanometres.
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2.3.3 Analyseur interférométrique deux dimensions

L'analyseur interféerométrique deux dimensions doit permettre de mesurer le profil de
I'extrémité de I'embout avec une précision supérieure a 10 nm. L'analyseur doit comprendre
un ensemble microscope avec une source de lumiére monochromatique, une unité de
traitement des données d'image et un moniteur.

L'ensemble microscope doit comprendre un microscope interférentiel équipé d'une caméra
vidéo pour envoyer I'image d'interférence de la surface de I'embout au tableau vidéo de I'unité
de traitement des données d'image.

L'unit¢—de—traitement—des—données TOTPETETT e ancmeT i dun
groupg de lignes proches pour couvrir une bande basse) de I'image vidéo ers le
diamétre de la fibre: l'unité calcule les parameétres caractéristiques (frég0e de la
courbe d'intensité lumineuse d'interférence de la ligne analysée nnées
acquises avec une fonction théorique. L'enfoncement ou la protubéfance’s partir
du changement de phase des franges d'interférence dans la zone i : \ celles
des zones de I'embout. Il faut que le systéme soit en mesure de recegrai » P ments
de phpse 21 L'unité peut également corriger les données \ de la
différgnce des indices de réfraction et des coefficients d'ab out.

Le m et les

résult

Ensemble du
microscope

Unité de traitement des
données d'image avec
tableau vidéo

4

Objectif
\ / Extrémité de I'embout VTRENT
I
one-eie : Embout
|
X [
|
1
|
|
|
4
Platine de positionnement IEC 506/98

Figure 4 — Appareillage pour analyse de surface deux dimensions par systéme interférométrique
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2.3.3 Two-dimensional interferometry analyzer

The two-dimensional interferometry analyzer shall have the ability to measure the profile

of the

ferrule endface with an accuracy better than £10 nm. The analyzer shall consist of a micro-
scope unit with a monochromatic light source, an image data processing unit, and a monitor.

The microscope unit shall consist of an interference microscope equipped with a video camera
to send the interference image of the ferrule surface to the video board of the image data

processing unit.

The ipage seesstrg—tritshaltbe c—to—precess—atow{ora—grevh—of—ele QWS to

coverla narrow strlpe) of the video image passing across a fibre d|amete ¢ thenynit calg
the cHaracteristic parameters (frequency and phase) of the interferencetight i ity-cu
the analyzed row by fitting the acquired data with a theoretical fuqetion. e ‘uhder
protrusion are evaluated from the phase shift of the interference f(inges.i i
respec¢t to the ones in the ferrule zones. The system must be aple to recog
shifts| The unit also has an ability to correct the surface <data~taking it
differgnces in refractive indices and absorption coefficients of\the\fibrg andthe ferrule.

The monitor shall display the light intensity curve, the f|tt| functions<«ant the measurement re

ulates
rve of
cut or
bne in
phase
Nt the

sults.

Two-dimensional interferometry analyzer \) @

Image data
processing unit
with video board

Microscope unit

Interference

Objective

\ / Ferrule endface Monitor

FexruleMolder \ Ferrule

P |

Positioning stage IEC 506/98

Figure 4 — Apparatus for two-dimensional surface analysis by interferometry system
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3 Procédure

3.1 Régions de mesure
Trois régions doivent étre définies sur I'extrémité de I'embout pour la mesure (voir figure 5):

a) région de placement: la région de placement est définie, sur la surface de I'embout, par une
région circulaire de diamétre D moins le diamétre E de la région d'extraction. La région de
placement doit étre définie de maniére a couvrir la zone de contact de l'extrémité de
I'embout lorsque I'embout est accouplé;

b) région d'extraction: la région d'extraction, qui englobe la région de I'extrémité de la,fibre et

la [région de I'adhésif, est définie par un cercle de diamétre E;

c) région de moyenne: la région de moyenne est définie, sur la syxfa a. fibke, par un
cefcle de diamétre F.

Ces trois régions doivent étre centrées sur l'axe de Il'embd F y onhecteyrs de
diamétre de fibre nominal de 125 um et de rayon de cotyb 5 s¢ d'extfémité
d'embjout polie de maniére sphérique d'environ 8 mm a 254 diametreg D, E
et F spnt les suivantes:

D = 2%0 pm;
E =140 um;
F =50 pm.
N E

K
N\l ) )
\ Région de placement

Région d’extraction

Région de moyenne

I S Extrémité de la fibre

< Extremite de I'embout

Embout Fibre Adhésif IEC 507/98

Figure 5 — Extrémité de I'embout et régions de mesure
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3 Procedure

3.1

Three

Measurement regions

regions shall be defined on the ferrule endface for the measurement (see figure 5):

a) fitting region: the fitting region is set on the ferrule surface and defined by a circular region
having a diameter D minus the diameter E of the extracting region. The fitting region shall
be defined in order to cover the contact zone of the ferrule endface when the ferrule is
mated;

b) ex
ad
c) avd
ha|

The th
fibre d
to 25

D = 24
E =14
F=5(

hesive region, is defined by a circle having a diameter E;

braging region: the averaging region is set on the fibre surface
ving a diameter F.

A\ %

Fibre endface

\ Fitting region

Extracting region

_ Y Averaging region

>

| | Fibre endface

Ferrule endface

racting region: the extracting region, which includes the fibre endface-regionand the

bminal
8 mm

Ferrule Fibre Adhesive IEC 507/98

Figure 5 — Ferrule endface and measurement regions
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Méthode 1 — Analyse de surface deux dimensions

NOTE - Les tracés de certains profilométres montrent uniquement la finition de surface et peuvent se révéler

impréci

s au niveau de la représentation de la courbure de la surface.

3.2.1 Fixer I'embout dans le porte-embout de maniére que la partie de I'embout qui est la
plus proche de l'extrémité soit maintenue par le porte-embout. La longueur de I'embout en
contact avec le porte-embout doit étre égale au double du diamétre de I'embout.

3.2.2 Reégler la pointe extérieure du profilométre de maniére que le bord inférieur de la pointe

1 ol L H )l <l L la. +
Solt perpentrcttatteataxecetempott:

3.2.3
I'embq

3.2.4
de prd

3.25
calculg
d'éval

a) crq
de|
étn
su

b) qu
dul
ca

qu

Régler le porte-embout de maniére que le tracé du profilom
ut.

c) ca

maoyenne de
L'enfoncement

di

A des

doivent étre

: la fibre sont mesurés comme ét
érence en S 3 moyennes.

fins de’T il converti utilisé pour I'évaluation de w et le rayon apg

dxe de

Faire parcourir la surface de I'extrémité par le profilo nnées
fil sur I'unité de traitement des données de profil.

Extraire les données de profil de la région de pla profil mesurées et
br un cercle idéal correspondant a la région de placement bthode
Llation recommandée est donnée a I'annexe A, \nte:
ber un profil converti a partir de nnées

cercle idéal et l'afficher sur le i peut
e droite et coincider avec la ligne a une
rface sphérique idéale (voir figure
and I'extrémité de I'embout n'a pa piérique idéale, la région de placement
profil converti peutdne pa incide igne du cercle idéal (voir figure 7). Dans ce
5, modifier le di ivéa ihuer la procédure du point a) de maniere
e le profil conve efeux (PV) aussi faible que possible;
culer une région de moyenne sur la fibre et une hpauteur

I'embout a partir du profil converti (voir figyre 6).

ant la

roprié
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3.2 Method 1 — Two-dimensional surface analysis

NOTE - The traces of some profilometers only show the surface finish and may not accurately show the curvature
of the surface.

3.2.1 Affix the ferrule in the ferrule holder so that the portion of the ferrule closest to the
endface is held with the holder. The length of the ferrule contacting the holder shall be twice
the diameter of the ferrule.

3.2.2 Adjust the chisel tip of the profilometer so that the bottom edge of the tip is

ol L + e H £ ilo £ 1
perpeparcurarto e axrs-ortneretrure:

3.2.3 | Adjust the ferrule holder so that the profilometer trace passes of the
ferrule.

3.2.4 profile
data g

3.25 culate
an idd uation
proce

a) create a converted profile from th > data
and display it on the monitor. The ht and
cojncide with the line for the ideal cixcle W & nerical
surface (see figure 6);

b) when the ferrule endfa 5 of the
converted profile may\not'c i i n this
caje, alter the dia e i at the

cohverted profile has

c) calculate an €
the fitting regior of

+W or protrusigr

ght of
dercut

For rg 5 shall

be givien.



https://iecnorm.com/api/?name=9639f87ea695a1a1c35ec5ac442c032b

- 20 - 61300-3-23 © CEI:1998

D
F .
) = Ligne de base
profil ] pour cercle idéal
converti \
- P W PN A PO /I\A N A a P\
LA A L R A A A § Tt fﬂ?’v'vv"vvvv vy
e [ Enfoncement de fibre +w
Région de placement Région de placement
AN
Région d'extraction 7 \ Région d'extraction

Région de moyenne

Enfoncement de fibre +w

IEC 508/98

Régio Région de placement

~\

(Protybérance de fibre)

(Protubérance de fibre)

L ~ ~{_

Type B IEC 509/98

Figure 7 — Types de profils convertis de I'extrémité de I'embout
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D
F .
= Base line for
Conyerted ideal circle
profile
AcrmoA LA A N N A A N
7NV N A AT VAT 7 AVA AL VAL SRVIAVA WA= g ~ oY
N\jr ™ Fibre undercut +w
Fitting region Fitting region
|
Extracting region / Extracting region

Averaging region

Fibre undercut +w

AM-\A/\- AAAAAL

IOASTAASAASIAS AW ]

Fibre protrusion IEC 508/98

Fitting region

~

(Fibre protusiqn)

(Fibre protrusion)

Type B IEC 509/98

Figure 7 — Types of converted ferrule endface profile
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3.3 Méthode 2 — Analyse de surface trois dimensions par systéme interférométrique

NOTE - Il convient de tenir compte de la différence entre les indices de réfraction et les coefficients d'absorption
de I'embout et de la fibre lors du traitement des données de surface mesurées. Lorsque la méthode est appliquée
sans tenir compte de cette différence, elle peut se révéler imprécise dans la représentation de I'enfoncement ou de
la protubérance de la fibre.

3.3.1 Fixer I'embout dans le porte-embout de maniére que la partie de I'embout qui est la
plus proche de l'extrémité soit maintenue par le porte-embout. La longueur de I'embout en
contact avec le porte-embout doit étre égale au double du diamétre de I'embout.

3.3.2 | Régler la direction de déplacement de I'ensemble microscope de prani€re a ge fu'elle
soit paralléle a I'axe de I'embout et placer le porte-embout de maniére g micrgscope
interférentiel coincide avec I'axe de I'embout.

3.3.3 | Régler le microscope de maniére que la distance entre lexmi (rémité de
I'embout entre dans la distance de fonctionnement de celui-ci.

3.3.4 | Mesurer la surface de l'extrémité par l'analyseu is ns et
enreg|strer les données de mesure de surface trois i nt des
donndes de surface (voir figure 8).

3.3.5 | Corriger les données de surfa bt des

coeffigients d'absorption de la fibre et te I'exabe

es de
on de

3.3.6 | Prendre la région de placem
surfade mesurées et calcy

place bsente

méthdde est analogue i de . N e peut

étre |

a) creer une s i nt les
données de 8 2 ement
d (t urface

b) quland | ité % { a pas une surface sphérique idéale, la surface convertie
pelut ne gas coinCi 2 plan pour la surface sphérique idéale. Dans ce cas, mlodifier

‘ aniere

qule Lo}t aussi

c) calculer<une e Auteur
moyenne” sur |a” partie de l'embout de placement a partir de la surface conpertie.
L' rence
en

d) a des fins de référence, la surface convertie utilisée pour I'évaluation de w et le rayon
approprié doivent étre indiqués.
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3.3

Method 2 — Three-dimensional surface analysis by interferometry system

NOTE - The difference in refractive indices and the absorption coefficients between the ferrule and the fibre should
be taken into account when processing the measured surface data. If the procedure is done without consideration
of the difference, the procedure described in this section may not accurately show the fibre undercut or protrusion.

3.3.1 Affix the ferrule in the ferrule holder so that the portion of the ferrule closest to the
endface is held with the holder. The length of the ferrule contacting the holder shall be twice
the diameter of the ferrule.

3.3.2 At‘ljllcf the frnncpnrf:\finn direction of the mir\rncr-npn unit - so that it is pnrnllnl to the

ferrulg axis, and position the holder so that the axis of the interference incides

with the ferrule axis.

3.3.3 | Adjust the microscope so that the distance between the errule

endfage comes within its working distance.

3.3.4 | Measure the surface of the endface with the thtee~dinenR blyzer,

recording the three-dimensional surface measurement data oR_itS Surfa a processimg unit

(see f

3.3.5 exindices and the absgrption

coeffi

3.3.6 calcul-

ate ar agion, then evaluate w (see figdre 9).

The ¢ A). In

gener

a) crq gurface data by extracting the ideal spherical
su . The fitting region of the converted surfage may
be|

b) wh urface
may not coincj radius
of region
of

c) ca:’ bn the
fitfi pn —w
ar |1;

d) forf reference, the converted surface used for the evaluation of w and the relevant fradius
shill be given.
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24 —

IEC _510/98

embout

Figure 8 — Surface de I'extrémité de |

Région de moyepne

Région de placement

|

|

I

e

S

R

W

\

h

I
{

\

S\

-

L s

N

IEC 511/98

‘extrémité de I'embout

venne de la surface de |

Figufe 9 — Régi

IEC 512/98

Figure 10 — Surface convertie de toute I'extrémité de I'embout (voir figure 8)


https://iecnorm.com/api/?name=9639f87ea695a1a1c35ec5ac442c032b

— 25—

61300-3-23 © |IEC:1998

0/98

Ferrule endface surface

Figure 8

Extracting

Averaging region

Fitting region

IEC 511/98

region of the ferrule endface surface

on angd. averagin

IEC 512/98

Converted endface surface of the global ferrule (see figure 8)

Figure 10 —
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Région de moyenne Région d'extraction

N 2.
Enfoncement de la fibre +w b
M‘%&ﬁxﬂv M.f-; m’

ou ﬁ ; LY
- . S ‘#’“"A " ARV
prdtubérance de la fibre —w . “jyﬁ‘;m :“" »4*"‘4 {S%",vé
Ay G A;;f;a M W.’
B
3/98
Figure 11 — Surface convertie de I'extrémité de I'embout sans fa région\diexira
(voir figure 9)
3.4 |Méthode 3 — Analyse de surface deux dimensio
NOTE + Il convient de tenir compte de la différence entre orption
de I'empout et de la fibre lors du traitement des onnee pliquée
sans tejnir compte de cette différence, elle ped t ou de
la protybérance de la fibre.
3.4.1 ilest la
plus [ émbout. La longueur de I'embgput en
contag du diamétre de I'embout.
3.4.2 mbout
dans | niteur.
3.4.3 brence
appargi
3.4.4 soient
perpe
3.4.5 iSi i i sera analysée et prendre l'image avec le systéme en enregfistrant
l'intenkité -
3.4.6 | ‘Rréndre la partie de la courbe d'intensité qui correspond a la région de placemgnt du

profil et calculer la fonction théorique adaptée (voir figure 12: diagramme).
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3.4

NOTE +
be takg
of the (i

34.1

held with the holder. The length of the

of the

3.4.2
under

3.4.3
ferruld

3.4.4

fibre di

3.4.5

recordi

3.4.6
calcul

Averaging region Extracting region
ol ‘3@1\ AR,
Fitting regi o f‘iﬁﬁ“t‘é‘iﬁé‘ﬁx&@mf ~'
itting region 4;1‘\'“ *f?{%&%“y&ﬁ;’wi’?%
A e WA G SR B YA Y
wf\‘ v, ¥ &%i e g‘!"@’i‘vq‘gﬁf
e 3@ ! Wi
v\‘("ﬁ A’%h"“\ »‘gg f\%“;ﬁ
Fibre undercut +w ;\% i R “ ‘)’.Q
or ?*% ﬂz N LA e

ibre protrusion —w

Q LA Ml" A A v.mg!v-
‘NA‘ v‘w‘» ;»‘w‘ﬂw
\‘mf. w M ‘ Y

Affix the ferrule in the holder so

ferrule.

Adjust t
surface.

Take\the pa
hte the theoretical function to fit it (see figure 12: diagram).

should

ideration

Lision.

ace is

iameter

one is

hdface

to the

image,

of the intensity curve corresponding to the fitting region of the profile and
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La fonction théorique de placement pour une interférométrie Michelson est:

P(x) = A + B cos(Fy (X — Xo) 2 + @) (1)

ol
Fu=2mn/(AR); (2)
X — Xo estla position de la ligne analysée, évaluée par rapport au point d'origine xg (la position

de xg coincide, dans le cas d'une surface sphérique idéale, avec le centre des anneaux
d'interférence);

R Uot :C IQyUII dC quIbulC dc :'Cl\tlélll;té dU :'cnlbuut,

Q est le décalage de phase de I'image d'interférence;

A pe;
AetB

La prpcédure de placement est effectuée en réglant les cing NE liées a

|'espapement entre les franges), le décalage de phase, @ etA'origi

3.4.7 i i ité ? ggion de moyenne du
profil et lui appliquer la fonction obtenue en 3.4.6 en reg ant sipy ; < A et B
et en appliquant une variation Agau parametre )

3.4.8
3)

@it st la phase de la fanctio

@ ave EStla phase del

IEC 514/98

Figure 12 — Image interférométrique du microscope et courbe lumineuse d'intensité acquise
pour la ligne choisie avec la fonction théorique de placement
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